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7.2.5 Signal-Rausch-Verhältnis infolge der Quantisierung
7.2.6 Optimale Quantisierung
7.2.7 Minimierung des relativen Quantisierungsfehlers
7.2.8 Dithering

7.3 Analog-Digital-Umsetzer
7.3.1 A/D-Nachlaufumsetzer
7.3.2 A/D-Umsetzer mit sukzessiver Approximation
7.3.3 Integrierende A/D-Umsetzer
7.3.4 Delta-Sigma-Umsetzer
7.3.5 Ratiometrische Messung

7.4 Digital-Analog-Umsetzer
7.4.1 Parallele D/A-Umsetzer

8 Erfassung frequenzanaloger Signale (Seiten 381–402, 418–422)
8.1 Allgemeiner Frequenzbegriff
8.2 Digitale Drehzahlmessung

8.2.1 Periodendauermessung
8.2.2 Frequenzmessung
8.2.3 Maximaler Quantisierungsfehler für einen Zählvorgang
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